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przedmiotu

Poziom ksztatcenia I stopnia - inzynierskie Grupa zaje¢

Forma studiow stacjonarne Sposob realizaciji na uczelni

Rok studiow 2 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 4 Liczba punktow ECTS 2.0

Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -> Katedra Fizyki

Ciata Statego

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcdow)

Odpowiedzialny za przedmiot

prof. dr hab. inz. Tomasz Klimczuk

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

prof. dr hab. inz. Tomasz Klimczuk

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
Liczba godzin zaje¢ |0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywnos¢ studenta |Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |15 3.0 32.0 50
studenta

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentéw z dyfrakcyjnymi metodami badan strukturalnych oraz z
narzedziami do analizy widm dyfrakcyjnych i wizualizacji struktur krystalicznych.

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposob weryfikacji i oceny efektu

[K6_U02] potrafi analizowa¢ i
rozwigzywac proste problemy
naukowe i techniczne w oparciu o
posiadang wiedze, stosujgc
metody analityczne, numeryczne,
symulacyjne i eksperymentalne.

W oparciu o posiadang wiedze
student rozwigzuje problemy
naukowe. Stosuje przy tym
metody, ktdrych pilnie uczyt sie na
innych przedmiotach.

[SU2] Ocena umiejgtnosci analizy
informacji

[K6_WO07] ma systematyczng
wiedze w zakresie fizycznych i
chemicznych podstaw
nanotechnologii (metody
otrzymywania nanostruktur,
rodzaje nanostruktur, ich
wiasciwosci, podstawowe metody
badawcze).

Student posiada wiedze jak
otrzymywane sg nanostruktury
wszelakie, jakie sg ich wtasciwosci
fizyczne i w jaki sposdb moga by¢
owe witasciwosci badane.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

[K6_U04] potrafi planowac i
przeprowadzaé eksperymenty,
krytycznie analizowac¢ ich wyniki,
wycigga¢ wnioski i formutowac
opinie. Posiada doswiadczenie w

pracy laboratoryjne;j.

Student jest gotowy do pracy
laboratoryjnej. Planuje,
przeprowadza eksperymenty,
bardzo uwaznie analizuje wyniki,
wyciaga tylko trafne wnioski i
formutuje tylko genialne opinie.

[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi

Tresci przedmiotu

Tresci przedmiotu - laboratoria

. Wprowadzenie do przedmiotu. (2 godziny)
2. Techniki badan dyfrakcyjnych (technika badan monokrysztatéw, polikrysztatéw, itp.). (4 godziny)
3. Wprowadzenie do baz danych ICSD/FindIt i CoD. Symulacje za pomocg programu PowderCell.

(2 godziny)

©ONO O~

przygotowanie probek, itp.). (2 godziny)
10. Przyszto$¢ metod dyfrakcyjnych. (2 godziny)

Obrazowanie struktur krystalograficznych za pomoca programu VESTA. (4 godziny)
Wstep do metod Rietvelda i LeBaila. (2 godziny)
Matematyczne podstawy metody Rietvelda. (2 godziny)
Pakiet FullProf Suite. (6 godziny)

Dyfrakcja neutronéw. (4 godziny)

Praktyczne aspekty pomiaréw neutronowych i synchrotronowych (infrastruktura, aplikowanie o czas,

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Opanowane podstawy krystalografii.
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Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektow uczenia sie

Sposob oceniania (sktadowe)

Prég zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

Zadanie praktyczne

60.0%

40.0%

Kolokwium zaliczajgce

60.0%

60.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

1.

Podrecznik FullProf https://www.psi.ch/sing/dmc/ManualsEN/
fullprof.pdf

L.B. McCusker, et al. Rietveld refinement guidelines, J. Appl.
Cryst. (1999) vol. 32, 36-50

B. H. Toby, R-factors: how good is good enough?, Powder
Diffraction (2006) vol. 21, 67-70

D. S. Sivia, Elementary Scattering Theory For X-ray and Neutron
Users, Oxford University Press (2014)

H. M. Rietveld, A profile refinement method for nuclear and
magnetic structures, Journal of Applied Crystallography (1969) vol.
2, 65-71 http://epswww.unm.edu/media/pdf/Rietveld-1969-
ProfileRefinement.pdf

Uzupetniajaca lista lektur

G. Will, Powder Diffraction: The Rietveld Method and the Two
Stage Method to Determine and Refine Crystal Structures from
Powder Diffraction Data, Springer (2006) http://link.springer.com/
book/10.1007/3-540-27986-5

Adresy eZasobdw

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Za pomocg programu Vesta narysuj a nastepnie oméw szczegoty struktury zwigzku Mg10Ir19B16.

Zajecia praktyczne
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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